Программа лекций:

	Дата
	Время
	Аудитория
	Тема лекций

	16.09.2013
	1430-1620

	Б636
	1. Основы кристаллографии, связь между  материалами и кристаллической структурой
1. Симметрия..... пространственные группы
1. Дифракция..... теория эксперимента
1. Структурная химия... .базовые структуры
1. Материалы... некоторые свойства (фазовые переходы)

	17.09.2013
	1430-1620

	Б636
	1. Дифрактометр и вопросы применения
1. Виды оборудования
1. Калибровка оборудования
1. Эталонные материалы
1. Приготовление образцов (текстура, защита от кислорода)
1. Методика измерения
1. Температурные приставки, приставки изменения влажности 
1. Обработка данных

	18.09.2013
	1430-1620

	Б636
	1. Анализ порошковых образцов по методу Ритвельда (извлечь наилучшую информацию из Ваших данных)
1. История
1. Обработка данных
1. Программы обработки данных
1. Фундаментальные параметры при обработке данных
1. Интерпретация результатов, достоверность
1. Однофазный анализ
1. Многофазный анализ
1. Размер кристаллов, длина когерентности
1. Метод приближений деформации/давления

	19.09.2013
	1430-1620

	Б636
	1. Анализ слоистых материалов
1. Типы слоев
1. Приближение большого объема
1. Эпитаксиальные слои
1. Метод скользящего излучения
1. Анализ абсорбции и глубины проникновения

	20.09.2013
	1430-1620

	Б636
	1. Определение структуры и работа с базой данных
1. Анализ монокристаллов современными методами 
1. Анализ порошковых материалов шаг за шагом
1. Определение модели  и стратегии анализа
1. Использование базы данных для монокристаллов ICSD
1. Использование поиска подходящей методики для многофазных образцов
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